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1. 前言 
此规格书显示了摄像头模组的主要信息。它包含了摄像头模组的组件构造和主要功

能，以及对质量检验和可靠性测试的信息。 

 

2. 概述

本摄像头模组包括： 1/5 '' CMOS 图像传感器，镜头和 FPC， 200W GC2145 是格科

微科技有限公司研发的 CMOS 图像传感器芯片。它采用了公司最新的 pixel 工艺和图像

处理技术，为客户提供高性价比的拍照解决方案。本产品可以输出不同尺寸的图像，例如

VGA，CIF，QVGA。保证原有的画面质量，更快的帧速率。用户可以设置寄存器控制图

像的 2线性能双向同步串行总线。该传感器可输出的VGA 30帧每秒。它也具有AEC, AWB,

LSC 等功能。

主要应用于

 智能手机

 数码产品

 PC(USB)摄像头

 MID 平板电脑

 行车记录仪

 智能家居
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3. 摄像头模组规格 
3.1 尺寸机构图（见图） 

 

 
Sensor芯片型号可以直接替换成GC2145
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4. 组件规格 

4.1 原理框图 
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4.2 光学组件规格 

 

4.3 光学组件规格

 光学测试条件.

 所有测试均在 10万等级的无尘环境下进行；

 测试板亮度:光亮度为 400-500LUX,中心与四角亮度差异不得超过 15%.

 解像度测试(Chart&条件).

 
 

 暗角测试. 

 

项目 内容 

测试图 MTF测试图 

条件(有效距离：40cm~∞) 
光源：冷光源…色温：6500K 

光亮度 450±50Lux,测试高度 400mm 

MTF规格 中心/四周: 40 

lee
Rectangle
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 污点测试.

 

 

 

 伤点/坏点测试.

 制程成品检查标准

机种：所有 CCM机种

品名：所有制程半成品/成品

变更不良现象：CSP不良

变更内容：把抓拍后的画面划成 9分图（见图 1-1），在中心位置不允许有任何的 CSP 不良，在图中

表示的位置，允许有 2 个 WOUNDED PIXEL（受伤点）或只有 1 个 DEAD PIXEL（坏点）。

表示的位置允许 1 个 WOUNDED PIXEL（受伤点）或是 1 个 DEAD PLXEL（坏点）。 

DEAD PIXEL（坏点） 
对光没有任何反应，看起来不是白点，就是黑点。点的亮度不

会变化，此点称 DEAD PIXEL。 

WOUNDED PIXEL（受伤点） 
会因光线亮暗以不规则频率出现，点会因光线明暗有不同的亮

度。此点称 WOUNDED PIXEL。 

 像素 总块数 总 PLXE 点  块的 PLXEL 点 

0.3 81 307200 3793 

1.3 81 1336400 16499 

 

 

         

         

         

   

中心位置 

   

      

      

         

         

         

 

 

 

项  目 内    容 

测试图 测试图(右图) 

条件 

光源：冷光源  色温：6500K 

光亮度：450±50Lux    

测试高度：400mm 

 

规格 无暗角 

条     件 规     格 

摄像模块面向白光测试板,并观察屏

幕上是否有污点 
脏污其亮度与四周之间的差异不超过 5% 
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 环境&可靠性测试条件(温度测试 / 振动测试 / 落下测试 规格). 

 

 

 

 

 

 

测   试 项   目 

1 自由落体测试 高度：1500mm、六个面； 

2 振动测试 30-50Hz,3g,3axis,60 分钟/轴向； 

3 贮存测试(标准) 高低温：-20℃~+70℃/各 16小时 

4 操作测试(标准) -20℃ 2 时→55℃各 2小时 

5 湿度测试(标准) 65℃/95%RH/72 小时 

6 循环测试(标准) -20℃/4 小时→70℃/4 小时,10次 




